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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica un método y establece pautas para ensayos no destructivos usando 
termografía activa con excitación láser. 
 
La termografía activa con excitación láser se aplica principalmente, entre otros, a diferentes materiales 
(por ejemplo, materiales compuestos, metales, cerámica) y a: 
 
– la detección de discontinuidades abiertas a la superficie, en particular grietas; 
 
– la detección de discontinuidades situadas justo debajo de la superficie o debajo de los revestimientos 

con una eficacia que disminuye rápidamente con unos pocos mm de profundidad; 
 
– la detección de despegados y delaminaciones paralelas a la superficie examinada; 
 
– la medición de las propiedades térmicas de los materiales, como la difusividad térmica; 
 
– la medición del espesor del revestimiento. 
 
Se especifican los requisitos para el equipo, para la verificación del sistema, para la condición superficial 
del objeto sometido a ensayo, para las condiciones de escaneo, para el registro, el procesamiento y la 
interpretación de los resultados. Este documento no aplica a la definición de los criterios de aceptación. 
 
La termografía activa con excitación láser se puede aplicar en la producción industrial, así como en el 
mantenimiento y la reparación (piezas de vehículos, piezas de motores, centrales de generación de 
energía, aeroespacial, etc.). 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 12464-1, Luz e iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en 
interiores. 
 
EN 16714-1, Ensayos no destructivos. Ensayo por termografía. Parte 1: Principios generales. 
 
EN 16714-2, Ensayos no destructivos. Ensayo por termografía. Parte 2: Equipo. 
 
EN 16714-3, Ensayos no destructivos. Ensayo por termografía. Parte 3: Términos y definiciones. 
 
EN 17119, Ensayos no destructivos. Ensayos termográficos. Termografía activa. 
 
EN ISO 9712, Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no 
destructivos (ISO 9712). 
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